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With the rapid increase in the complexity of digital circuits, the design abstraction level has to grow to face the new needs of system designers in the early phases of the design process. Along with this evolution, testing and test facilities should be improved in the early stages of the design to provide the architecture with functional test facilities to be later synthesized testing infrastructures according to designer's requirements. These test infrastructures could be translated, into testing facilities at lower levels of abstraction, from which automatic synthesis tools are available. Starting from the increasing use of TLM in hardware design industry, the paper aims at providing a mechanism to fill the gap between the design abstraction level and the level in which testing methodologies are applied. To do the job, the TLM 2.0 Â¿debug transport interfaceÂ¿ is used and methods are introduced to synthesize it into known test access methods at RTL.



System Level Testing via TLM 2.0 Debug Transport Interface / DI CARLO, Stefano; Hatami, N.; Prinetto, Paolo Ernesto; Savino, Alessandro. - STAMPA. - (2009), pp. 286-294. (Intervento presentato al  convegno IEEE 24th International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems (DFTS) tenutosi a Chicago (IL), USA nel 7-9 Oct. 2009) [10.1109/DFT.2009.46].
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				Abstract

				With the rapid increase in the complexity of digital circuits, the design abstraction level has to grow to face the new needs of system designers in the early phases of the design process. Along with this evolution, testing and test facilities should be improved in the early stages of the design to provide the architecture with functional test facilities to be later synthesized testing infrastructures according to designer's requirements. These test infrastructures could be translated, into testing facilities at lower levels of abstraction, from which automatic synthesis tools are available. Starting from the increasing use of TLM in hardware design industry, the paper aims at providing a mechanism to fill the gap between the design abstraction level and the level in which testing methodologies are applied. To do the job, the TLM 2.0 Â¿debug transport interfaceÂ¿ is used and methods are introduced to synthesize it into known test access methods at RTL.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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